
 

 

 

 

 

 

 

 

 アルミニウム材料の測定とデータ補正 
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１．概要 

 材料の異方性評価として、古くから X線による極点測定が行われている。 

しかし、参考書が少なく、経験者による指導で測定されているのが現状である。 

そこで、アルミニウム材料による測定と測定データ補正、解析と評価を纏めてみます。 

 

測定材料 

 アルミニウム材、冷間圧延材（H）と中間熱処理材（O） 

 ｒａｎｄｏｍアルミニウム材 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．測定 

 ２．１アルミニウムのプロファイル比較 

     無配向のアルミニウム材、ICDDでは 

格子定数 4.0494ｘ4.0494ｘ4.0494ｘ90ｘ90ｘ90(Cubic-FCC) 

   

      

       （CTR-DataBaseTools-CreateProfileで表示） 

 ２．２プロファイル測定 

  極点図測定では、通常、受光モノクロメータは使用しないでフィルター法を用いる 

  プロファイル測定でもモノクロメータ法で測定を行う。 

  プロファイル測定で、極点測定のピーク２θ確度とバックグランド２θ確度を決定する。 

  測定条件 

   X線管球  Cu管球 ４０ｋＶ－５０ｍＡ（Ｎｉ－Ｆｉｌｔｅｒ） 

   ゴニオメータ 半径１８５ｍｍの集中法（θ―θ測定） 

   アタッチメント 多目的試料台（Ｓｃｈｕｌｚスリットは用いない） 

   発散スリット １／２ｄｅｇ．（高さ制限１０ｍｍ） 

   散乱スリット １／２ｄｅｇ．（高さ制限は用いない） 

   受光スリット ０．３ｍｍ 

   θ/θｓｃａｎｓｐｅｅｄ 5deg./min 0.02deg.サンプリング 

    

    赤：random試料、緑はH材料、青は O材料 

         (Rigaku-多重記録で表示) 



 ２．３ロッキングカーブ測定 

  結晶粒の大きさを評価し、粒径が大きい場合、試料を揺動し、粒径数を増やして測定する。 

  測定条件 

   X線管球  Cu管球 ４０ｋＶ－５０ｍＡ（Ｎｉ－Ｆｉｌｔｅｒ） 

   ゴニオメータ 半径１８５ｍｍの集中法（２θ固定、θ測定） 

   測定２θ角度  プロファイル測定で最大強度２θ確度 

   アタッチメント 多目的試料台（Ｓｃｈｕｌｚスリットを用いる） 

   発散スリット １／２ｄｅｇ．（高さ制限１ｍｍ 又は２ｍｍ） 

   散乱スリット ７ｍｍ（高さ制限スリット５ｍｍを用いる） 

   受光スリット ７ｍｍ 

   θｓｃａｎｓｐｅｅｄ 5deg./min 0.02deg.サンプリング 

  Ｏ材のロッキングカーブ測定 

     

  

  粒径が粗大化している事が分かります。 

        (Rigaku-多重記録で表示) 

 

 ロッキングカーブ測定は、極点測定を行う場合のγ揺動条件を判断する目的のため、 

 測定条件は、実際の極点測定と同じ条件で行います。 

 

 Ｏ材は、γ揺動を行いながら測定を行うので、γ揺動１周期（２ｓｅｃ．）、のため 

 反周期以上のβｓａｃｎスピードとする。 

 

 

 

 

 

 

 



 ３．極点測定（ファイル名の先頭は反射指数とする） 

  極点測定は、ピーク位置における正味積分強度測定を目的にしています。 

    積分強度は、受光スリットを広げて測定を行い、周辺のバックグランドを測定する事で 

    正味積分強度を算出します。光学系補正のｒａｎｄｏｍ測定と被検試料測定 

       測定条件 

   X線管球  Cu管球 ４０ｋＶ－５０ｍＡ（Ｎｉ－Ｆｉｌｔｅｒ） 

   ゴニオメータ 半径１８５ｍｍの集中法（２θ固定、θ測定） 

   測定２θ角度  プロファイル測定で最大強度２θ確度 

   γ揺動  ＯＮ 

   アタッチメント 多目的試料台（Ｓｃｈｕｌｚスリットを用いる） 

   発散スリット １／２ｄｅｇ．（高さ制限１ｍｍ 又は２ｍｍ） 

   散乱スリット ７ｍｍ（高さ制限スリット５ｍｍを用いる） 

   受光スリット ７ｍｍ 

   バックグランド測定２θ角度 ピーク２θ角度±３度 

   βｓｃａｎｓｐｅｅｄ １８０ｄｅｇ．／ｍｉｎ．５ｄｅｇ．サンプリング 

   β測定範囲 ０度から３６０度 

   α測定範囲 １５度から９０度 ５ｄｅｇステップ 

   バックグランドβ位置 ピーク測定時の最低β位置 

   測定する反射 ｛１１１｝、｛２００｝、｛２２０｝ 

  Random試料     (CTR-ODFPoleFigure2で同時表示) 

   

  H材      (CTR-ODFPoleFigure2で同時表示) 

   

  O材      (CTR-ODFPoleFigure2で同時表示) 

    



 ４．測定データ補正 

  測定データの補正には、平滑化、バックグランド削除、RD補正、極点図対称操作、 

  吸収補正、ｄｅｆｏｃｕｓ補正、強度の規格化があります。 

  重要なのは、バックグランド削除とｄｅｆｏｃｕｓ補正です。 

 

 ４．１ｒａｎｄｏｍ測定からｄｅｆｏｃｕｓ曲線の作成 

  Al-random{111}極点図測定例 

   

極点図はα軸、外側０度、中心を９０度とした場合、１５度から９０度測定されている。 

極点図、β方向の最大値：青、平均値：緑、最低値：赤  

低角度バックグランド：黄、高角度バックグランド：紫で表現すると 

 

     (CTR-ODFPoleFigure2-Disp) 

  緑が、バックグランド除去前にｄｅｆｏｃｕｓ曲線です。 

  バックグランドを拡大すると 

  

     α角度の低角度部分でピーク強度の広がりの影響度持ち上がっています。 

  ピーク位置に対して±3degでも、受光スリット７ｍｍではピークの影響を受けます。 

  受光スリットが広いとｄｅｆｏｃｕｓ曲線の改善に効果があります。 



  対策 バックグランド曲線を修正する 

   

  ODFPoleFigure2 ソフトウエアの BGModeを Defocusに切り替える 

   

  バックグランドもｄｅｆｏｃｕｓの影響を受けます。 

  バックグランドのα軸が高い位置の強度から、バックグランド曲線を予測しています。 

  予測バックグランド：水色 同じように｛２００｝、｛２２０｝も確認する 

   

   



  ｄｅｆｏｃｕｓ補正曲線は、バックグランド除去のみを行います。 

  ＯＤＦを目的なら、強度の規格化を行います。 

  ODFPoleFugre2の場合 

  複数の ASCファイルを選択   BG-defocusモード バックグランド削除 

 

  

   強度の規格化 

  Calcを行えばバックグランド処理が行われます。（極点図の対称操作は Fullで） 

  

  

  入力 ASCデータ  

  

   バックグランド除去と規格化が行われた TXT2データ 

 

 



４．２バックグランド除去されたＴＸＴ２データからｄｅｆｏｃｕｓ曲線ＴＡＢＬＥの作成 

 

 

 複数のファイルを一括選択 

  

 ファイルを選択すると、計算されたｄｅｆｏｃｕｓ近似曲線ファイルが登録され、表示される。 

   

 TxtDispで多項式近似式が表示される。 

 

 

 



 作成された defocusのホルダ  入力データ 

  

 ｄｅｆｏｃｕｓホルダ 

 多項式近似ファイル 複数の多項式近似ファイル Ｅｘｃｅｌ表示用ファイル 

  

  

 既に登録されているｄｅｆｏｃｕｓデータに対し、別のＴＸＴ２を新規登録する場合 

  

  ファイル選択画面で、ファイル選択せずに取り消す。 

   

 既に計算されているｄｅｆｏｃｕｓファイルを選択 

  

  新たにＤＥＦＯＣＵＳ．ＴＸＴファイルを選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．アルミニウムＨ材のデータ処理 

 

  

 複数同時選択で極点図とファイル名、指数、測定スリット幅、２θ角度などを表示 

  

  

 

 



処理条件をセット 

 

バックグランド条件とｄｅｆｏｃｕｓ条件を指定する。 

表示している極点図のｄｅｆｏｃｕｓ曲線表示は Profileで行う。 

  

 Calcでバックグランド削除とｄｅｆｏｕｓ補正が行われる。 

  

  

  

ｒａｎｄｏｍ試料で測定した曲線の逆数を表示し

ている。 

この値を測定極点図に掛け合わせて補正を行う。 

一般的に、測定２θ角度が高い、受光スリットが

広いと補正量が少なくなります。 

 



  入力データファイルとデータ処理されたファイル 

  

 

 ６．アルミニウム O材のデータ処理 

同じように Aluminum-O材を計算する。 

  上段が入力極点図、下段が処理後の極点図 

  

  

 

  


